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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа разработана в соответствии с Программой-минимум кандидатского 

экзамена по специальности 05.11.15 – «Метрология и метрологическое обеспечение» и 

Паспорта научной специальности 05.11.15 – «Метрология и метрологическое обеспечение». 

2. Структура вступительного  экзамена 

Форма проведения экзамена: устный  

Структура вступительного  экзамена: 

Экзамен состоит из ответа на билет, содержащий из три вопроса. Экзаменуемый отвечает 

на вопросы, указанные в билете, и отвечает на вопросы комиссии. 

Оценка уровня знаний (баллы): 

Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по 

5-бальной шкале по следующему принципу пересчета: 

"Отлично" - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Хорошо" - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Удовлетворительно" - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

"Неудовлетворительно" - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Критерии оценивания 

 Баллы 

Ответ полный без замечаний, продемонстрированы знания …. 10-8 

Ответ полный, с незначительными замечаниями,… 6-7 

Ответ не полный, существенные замечания,… 4-5 

Ответ на поставленный вопрос не дан. 0-3 

 

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как 

правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за кандидатский 

экзамен в целом. 

 



3. Содержание 

(1) Измеряемые величины и их меры. Системы единиц. Истинное и действительное значения 

измеряемой величины. 

(2) Однократные и многократные измерения. Точечные и интервальные оценки. Статические и 

динамические измерения. 

(3) Средства измерений. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики 

средств измерений и их нормирование. Классы точности. 

(4) Эталоны. Классификация эталонов. Эталоны основных единиц системы СИ. Передача 

информации о размерах единиц от эталонов рабочим средствам измерений. Использование 

фундаментальных физических констант для создания системы эталонов единиц физических 

величин. 

(5) Измерительная информация. Преобразование входного измерительного сигнала. Теорема 

отсчетов Котельникова. Запись и хранение измерительной информации. Преобразование и 

передача измерительной информации. 

(6) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Правовые аспекты 

деятельности органов по обеспечению единства измерений. Государственные научные 

метрологические центры и территориальные органы, их полномочия и формы деятельности. 

Нормативно-технические документы, регламентирующие государственные испытания. 

(7) Метрологическая служба России. Метрологические службы федеральных органов 

исполнительной власти и юридических лиц, их взаимодействие с ГМС. 

(8) Международное сотрудничество в области метрологии. Межправительственные 

международные организации по метрологии. 

(9) Содержание и организация работ по анализу состояния измерений. Оформление результатов 

анализа и их реализация. 

(10) Метрологическая экспертиза проектов стандартов, технической и технологической 

документации. 

(11) Разработка и аттестация методик выполнения измерений (МВИ). Формирование исходных 

данных, в том числе требуемой точности, для разработки МВИ. 

(12) Выбор или разработка алгоритма обработки экспериментальных данных и правил 

оформления результатов измерений. 

(13) Поверка и калибровка средств измерений. Нормативное различие поверки и калибровки 

средств измерений. 

(14) Управление качеством продукции в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9000. 

(15) Метрологическое обеспечение сертификационных испытаний. 
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